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1
Inventia se referd la tehnica de masurare

si poate fi utilizatd la reglarea temperaturii in

depozite cu ajutorul termorezistoarelor; in

2
individuali printr-o linie de conexiune cu

cinci conductoare, unul dintre conductoare

fiind utilizat ca un conductor comun. La

constructia de masgini, in constructii pentru 5 intrarea in linia de conexiune se méasoard
studiul durabilitatii acestora cu ajutorul curentii  continui  individuali  respectivi
tenzorezistoarelor. 1 :
I,.(0).1, .1 (1)1, (), care trec prin
Procedeul de masurare la distantd a con- ) i .
10 aceste rezistoare, si se calculeazd conductanta
ductantei active a rezistorului constd in aceea )
. . . activi Y, a rezistorului misurat dupd
cd prin rezistorul mésurat cu conductanta s
eyl o . formula data.
activd Y si rezistorul de proportie, executat
15 Revendicari: 2

ca un set format din trei rezistoare cu diferite

valori  prestabilite  ale

Y, (0),Y (l),Y (OO), se trec curenti continui

N N

conductantelor

Figuri: 2



(54) Method for remote measurement of resistor active conductance

(57) Abstract:
1
invention relates to

The measuring
technique and can be used to regulate the
temperature in storages using thermistors; in
mechanical engineering, in construction for
study of structures strength by means of
resistance strain gages.

The method for remote measurement of
resistor conductance consists in that through

the measured resistor with active conductance
1 . .
Y. and the scaling resistor, made as a set of

three resistors with different given values of

10

15

2
conductances Y| (0),Y (l),Y (OO), are passed

N N
individual constant currents through a connecting
five-wire line, using one of the wires as a
common wire. At the input of the connecting line
are measured the appropriate individual constant

1
1,,(0). ;. 1, (D, 1, (0) ,

currents passing

through these resistors, and is calculated the
active conductance YS1 of the measured resistor

according to the given formula.
Claims: 2
Fig.: 2

(54) Cnocod AMCTAHIMOHHOIO N3MEPEHHUs AKTUBHOM NPOBOAUMOCTH Pe3ncTOpa

(57) Pegepar:
1

W300peTenue OTHOCHTCS K H3MEPUTEILHOH
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IIOMOIIBI  TCPMOPC3UCTOPOB;, B MAlIHWHO-
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PE3UCTOPOB.
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. 1
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pYIOLIIMI PE3UCTOp, BBIIONHEHHBIK B BHIE
HaboOpa U3 TPeX pE3UCTOPOB C pa3HBIMU

3aTaBaCMbIMH  3HAUCHUSAMH  IIPOBOJUM ocreit
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Y (0),Y (l),Y (OO), IPOIMYCKAIOT — HIHIUBH-

s s N
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TCIILHOI H)ITHHpOBOI[HOﬁ JIMHUH, HCIIOIL3YA
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Descriere:

Inventia se referd la tehnica de madsurare si poate fi utilizatd la reglarea
temperaturii in depozite cu ajutorul termorezistoarelor; In constructia de masini, in
constructii pentru studiul durabilitétii acestora cu ajutorul tenzorezistoarelor.

Este cunoscut un procedeu de masurare a conductantei active a unui rezistor, de
exemplu a termorezistorului, care este conectat cu un masurdtor printr-o linie de
conexiune cu patru conductoare. Prin rezistor de la o sursd de curent se trece un curent
constant prin doud conductoare, iar prin celelalte doud — la distantd se masoara
caderea de tensiune pe acest rezistor. Rezistenta rezistorului se determind ca raportul
dintre caderea de tensiune masuratd si valoarea curentului impus, care se trece prin
rezistor [1].

Dezavantajul procedeului constd in faptul cd precizia mésurarilor rezistentei active
depinde atat de precizia sursei de curent, care asigurd trecerea curentului de masurare
prin acest rezistor, cat si de precizia masurdrii tensiunii. La randul sdu, precizia
mdsurarii tensiunii depinde §i de parametrii masuratorului si de inductiile posibile in
linia de conexiune.

Cea mai apropiatd solutie este procedeul de masurare la distantd a conductantel
active a rezistorului, care include trecerea curentului continuu impus prin rezistorul
masurat prin doud conductoare ale liniei de conexiune cu patru conductoare,
masurarea caderii de tensiune pe acest rezistor si determinarea rezistentei ca raport al
valorii mdsurate a caderii de tensiune la curentul impus. Totodata curentul continuu se
trece prin rezistorul masurat si cel de proportie, suplimentar se masoard ciderea de
tensiune pe rezistorul de proportie, iar rezultatul este obtinut prin multiplicarea
raportului dintre cadderile de tensiune pe rezistoarele masurat si de proportie la
valoarea rezistentei cunoscute a rezistorului de proportie. Particularitatea procedeului
constd in aceea ca rezistenta rezistorului masurat se determind dupd valoarea reald a
curentului la momentul mdsurdrii prin introducerea unui rezistor suplimentar de
proportie [2].

Dezavantajul procedeului constd in faptul ca asupra preciziei de masurare a
tensiunii influenteazd parametrii aparatului de mdsurare si inductiile posibile in linia
de conexiune. Calculul raportului cdderilor de tensiune pe rezistoarele maésurat si de
proportic nu inliturd componentele aditive ale erorii aparatelor de méasurare si
actiunea inductiilor.

Problema pe care o rezolvd inventia este majorarea preciziei de mdsurare la
distanta a conductantei active a rezistorului.

Procedeul, conform inventiei, inldturd dezavantajele mentionate mai sus prin aceea

- . . - o v 1 . . .
ca prin rezistorul masurat cu conductanta activa YS si rezistorul de proportic s¢ trece

curent continuu printr-o linie de conexiune cu mai multe conductoare, se masoard
curentul real, care trece prin aceste rezistoare, si se calculeaza conductanta activa a
rezistorului masurat. Noutatea procedeului constd in aceea ci in calitate de rezistor de
proportie se utilizeaza un set format din trei rezistoare cu diferite valori prestabilite ale

conductantelor ¥ (0), Y, (1), Y, (OO) , se trec curenti continui individuali prin rezistorul

masurat §i prin setul format din trei rezistoare de proportie prin linia de conexiune cu
cinci conductoare, unul din conductoare fiind utilizat ca un conductor comun, totodata

! I, (1),I, (0) se misoard la

in?

curentii continui individuali respectivi I, (0),1
intrarea liniei de conexiune, iar conductanta activa YS1 a rezistorului masurat se
calculeazd dupd formula:
Y,(0)—m N,(1)Y,()
m N, (1)-1

Y, (H)-Y,(0)

Y, () =Y, ()
— Iiln _Iz'n(o) .
L1,

Y! =

]

unde N (1) =

N;, (D),
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1,()-1,(0)
I, (1) =1, () .

Conductantele rezistoarelor de proportie pot fi selectate cu wvalorile
Y, (O) =0,7Y, (l) =17, (OO): oo, iar conductanta activd YS1 a rezistorului masurat

se calculeazd dupa formula:

Yl — Izln _Iin(o) - N. (1)
s 11 _ I (OO) * S Vin
m m

Esenta procedeului consta in utilizarea corelatiei invariante intre patru valori ale
conductantelor rezistoarelor, conectate la iegirea liniei de conexiune si valorile
respective ale curentilor individuali la intrarile liniei de conexiune. Corelatia
invariantd se reduce la un raport complex a patru puncte cunoscut in geometria
proiectivd §i reprezintd raportul a doud proportii. Totodatd, erorile multiplicative si
aditive ale masurdrilor curentilor la intrarea liniei de conexiune se reduc reciproc. Prin
urmare, rezultatele calculului sunt intr-o masurd mai micd supuse influentei
parametrilor aparatelor de masurare si actiunii inductiilor electromagnetice.

Inventia se explicd prin desenele din fig. 1 i 2, care reprezinta:

- fig. 1, schema functionald a dispozitivului pentru realizarea procedeului;

- fig. 2, schema echivalentd a liniei de conexiune sub sarcind in formd de multipol
rezistiv.

Dispozitivul din fig.1 contine o linie de conexiune cu cinci conductoare 1, 2, 3, 4,
5. Conductorul 5 se¢ utilizeaza ca un conductor comun si este unit cu invelisul de
ecranare 6. Conductoarele 1, 2, 3, 4 prin traductoarele de curent, respectiv 7, 8, 9, 10,
sunt conectate la o bornd a unei surse de tensiune 11. Conductorul comun 5 este
conectat la cealaltdi bornd a sursei de tensiune 11. Iesirile de masurare ale
traductoarelor de curent 7, 8, 9, 10 sunt conectate la dispozitivul de calcul 12. La
conductoarele 1, 2, 3, 4 si conductorul comun 5 sunt de asemenea conectate
rezistoarele de proportie 13, 14, 15 cu conductantele Y(0), Ys(1), Ys(oo) si rezistorul

unde N, (1) =

misurat 16 cu conductanta Y, SI .

Linia de conexiune sub sarcind reprezintd un multipol rezistiv (vezi fig. 2), unde
rezistoarele R;;, R;, R; R, Rs; Rz Ry Ry, reprezintd rezistentele
conductoarelor 1, 2, 3, 4 si rezistentele de scurgere ale acestora. Rezistorul R,
reprezintd rezistenta conductorului comun 5 si a invelisului de ecranare 6.

Procedeul se efectueazd in felul urmdtor.

De la sursa de tensiune 11 prin traductoarele de curent 7, 8, 9, 10, conductoarele 1,
2, 3, 4, 5 si invelisul de ecranare 6 se aplica tensiunea la rezistoarele 13, 16, 14, 15 cu
conductantele Y. (0), Y, Y1) Ys(0). Valorile curentilor individuali masu-

rati 1, (0),1 LI . (1), I, (©) se determind prin conductantele rezistoarelor 13, 16,

in?
14, 15 si prin parametrii R;.;, R;», R>y, Ro-2, Rs-;, Rs-2, Ry-1, Ryo, R al
liniei de conexiune. Asadar, sctul din patru valori ale conductantelor

Y;(0),Y, 51 Yo (1),Y;(0) corespunde setului din patru valori ale curenti-

lor 1, (0),1 LT . (1),1, (o0). Pentru aceste seturi de conductante are loc o corelatie

invariantd in formd de raport complex a patru puncte (vezi Penin A. The invariant
properties of two-port circuits. World Academy of Science, Engineering and
Technology, 2009, vol. 52 - 158, pp.1085-1091. Regasitd in Internet la 04.05.2012,
url: http://www.waset.org/journals/waset/v52/v52-158.pdf):

Y. -Y,(0)  Y,(D-Y,(0) Y. -Y,(0)
YL Y, (0) Y, ()-Y,(0) Y —Y.(0)
L,-1,0  L,MO-1,0 1, -1,0)
I, ~1,(0) I,)-I1,(0) I,-1,(®)

m (Y5)= Ns(l)z
(1)

=m (I,)= N, ().
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5

Atunci conductanta misurati Y, 51 se exprimd printr-un raport complex m si

conductantele impuse ale rezistoarelor de proportie:

y1 L0 =m N Y, (o) o
m Ng(1)-1
Curentii 1, (0), ] iln,l . (1,1, (©) ajung la dispozitivul de calcul 12, unde mai

intai se calculeaza valoarea m(l,) conform relatiei (1), apoi se calculeazd valoarea
. 1 ..
conductantei masurate ¥ conform relatiei (2).

In caz particular, cdnd conductantele rezistoarelor de proportie sunt egale,
respectiv, cu Y(0)=0, Y5 (1)=1, Y5 (o0)=00, relatia (2) se simplifica:

Y 51 =m.
in cazul dat conductantele se calculeaza prin formula :
I —1.(0
g = u(©) :N, (D).
I in I in (OO)

Structura relatiei (1) confirma faptul ca erorile multiplicative si aditive posibile de
masurare a curentilor la intrare se reduc reciproc.

Calculele demonstreazd cd schimbarea rezistentei & a conductorului comun 5 si a
invelisului de ecranare 6 nu influenteazd asupra valorilor calculate a raportului

. L 1 .
complex m si a conductantei masurate Y. Rezultatele calculului, de asemenea, nu

depind de valoarea tensiunii surseil de tensiune 11. Aceastd proprietate a raportului
complex determind avantajele suplimentare ale procedeului — rezultatele méasurarilor
sunt supuse actiunii inductiilor magnetice intr-o masurd mai mica.
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(57) Revendicari:
1. Procedeu de masurare la distantd a conductantei active a rezistorului, in care prin

. - e 1 . . .
rezistorul masurat cu conductanta activa YS si rezistorul de proportie se trece curent

continuu printr-o linie de conexiune cu mai multe conductoare, se masoara curentul real,
care trece prin aceste rezistoare, §i se calculeaza conductanta activéd a rezistorului masurat,
caracterizat prin aceea ca in calitate de rezistor de proportie se utilizeazd un set format

din trei rezistoare cu diferite valori prestabilite ale conductantelor ¥ (0), Y (1), Y (OO); se

s s
trec curenti continui individuali prin rezistorul masurat si prin setul format din trei
rezistoare de proportie prin linia de conexiune cu cinci conductoare, unul din conductoare
fiind utilizat ca un conductor comun, totodatd curentii continui individuali respectivi

1,(0),1 | (D, 1, (0) se mésoard la intrarea liniei de conexiune, iar conductanta

in?

activa YS1 arezistorului masurat se calculeaza dupa formula:
i X0)-m N0, 6o)
’ m N (1)-1

>
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Y, (1)-Y(0)

unde N_(1) = )
Y (1) - Y, ()
I -1
m :;"—*"(O):Nm(l),
Iin —Im(OO)

unde N, (1) :M
! Iin(l)_ljn(oo>.

2. Procedeu, conform revendicdrii 1, caracterizat prin aceea cd conductantele
rezistoarelor de proportie sunt selectate cu valorile Y (O) =0,7, (1) =LY, (oo) =00, iar

. - 1 . . - - -
conductanta activd Y a rezistorului masurat se calculeazd dupa formula:

1 _ Izln _Im(o) .

! = :N, (1)
I iln - I in (OO) ( )
Sef Sectie: SAU Tatiana
Examinator: CERNEI Tatiana
Redactor: CANTER Svetlana
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